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 第１章は序論であり、共鳴Ｘ線散乱を用いて XAFS スペクトルを測定する方法とこれ
までの LIB の電極材料の構造に関する研究を総括し、本研究に至った背景についてま
とめている。共鳴Ｘ線散乱を用いた XAFS スペクトル測定法は、Diffraction Anomalous 
























性を証明するために、XAFS 標準ニッケル多結晶金属箔を用いた粉末 DAFS 測定と XAFS
測定の比較、Fe3O4粉末の粉末 DAFS 測定による四面体位置と八面体位置の鉄イオンの異
常分散項の虚数部の分離の結果についてまとめている。 
 第４章は、典型的な LIB 正極結晶構造の１つである層状岩塩構造の Li0.89Ni1.11O2 に
ついて、異なる充放電状態で NiＫ吸収端での DAFS 測定を行い、そこで得られた実験結
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果をまとめている。この正極材料では、Ni イオンは Ni 層と Li 層とに存在するが、XAFS
法では各層に存在する Ni イオンの周りの原子配列を区別して解析することはできな
い。そのため、異なる２つの回折線を組み合わせた DAFS 法による測定で、Ni 層と Li
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（論文審査の結果の要旨） 














４．DAFS 法を用いて、LIB 正極材料で層状岩塩構造の Li0.89Ni1.11O2の Ni 層と Li 層に
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